Diffrattometria X

Scoperta dei Raggi X: Roentgen 1895.
Applicazione RX minerali: Max von Laue 1912.
Determinazione struttura cristallina: Bragg, 1914.

RX: radiazioni elettromagnetiche con A corte attorno all’A.

=hv=hc/A

v = frequenza, A= lunghezza d’onda
h= costante di Plank (6.62618*10-34 Js)
c= velocita della luce (c. 300.000 km/s)
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Spettro continuo e caratteristico
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Figura 7.33 Esempi di spettri X. (a) Di-
stribuzione delle intensita in funzione del-
la lunghezza d’onda per lo spettro conti-
nuo del tungsteno a varie tensioni di acce-
lerazione. (b) Spettro X del molibdeno con
I picchi dello spettro carattenistico sovrap-
posti allo spettro continuo (da Ulrey, C.T,,
1918, An experimental investigation of
the energy in the continuous X-ray spectra
of certain elements. Phys. Reviews 11:
401-410).
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Diffrazione da Cristallo Singolo
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Diffrazione da Polveri
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7.43 Diffrattogramma ottenuto da un preparato di polve-
egistrato su di una lastra fotografica piana.
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Figura 7.44 (a) Camera di diffrazione per polveri con un porta- striscia di pellicola fotografica con linee curve che rapprese
campione a forma di spillo posto al centro e una pellicola foto- le «riflessioni» coniche prodotte all'interno della camera.

grafica awvolta nella parte cilindrica interna della camera. (b) La

Mineralogia




Percorso del braccio Rivelatore

del goniometro / di raggi X
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) _______

Successione
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iIngrandito

s ~- — | trattini blu rappresentano granuli orientati
casualmente e che non sono nell’orientazione

corretta per dare diffrazione
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Alimentazione
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Figura 3.21 Schema di microsonda elettronica (EMPA). Si
osserva la colonna elettron-ottica e due possibili rivelatori per
I"analisi dei raggi X (spettrometro per raggi X e rivelatore EDS).
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Figura 3.22 Spettro con gli elementi presenti nell’augite,
ottenuto con un rivelatore a dispersione di energia (EDS)
installato su di una microsonda (EMPA). Questo spettro
qualitativo consente di individuare la presenza di O, Si,

Ca, Al, Fe, Mg e Na. Il picco del carbonio, C, € dovuto a un
sottilissimo rivestimento (di carbonio) applicato alla superficie
del campione per renderla conduttiva. (Mike Spilde, Istituto di
meteoritica, Universita del New Mexico.)
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Porta per inserimento
campione

Figura 3.23 Schema di microscopio elettronico a trasmissione
(TEM). Le lenti sono elettromagnetiche.
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